w2 Balkenmikrometer und Mikrometer fiir grossere Distanzen.

Messungen auszufithren, bedient man sich mit Vortheil des Balkenmikrometers.
Dasselbe unterscheidet sich von dem Fadenmikrometer nur darin, dass an
Stelle der Spinnenfiden flache Metallfiden eingezogen sind, die sich auf dem
durch das Sternenlicht immer noch ausreichend erleuchteten Himmelsgrund
deutlich erkennen lassen. Da es wegen der Focaldifferenz nicht thunlich ist,
die Balkenebenen soweit auseinander zu legen, dass die beweglichen Balken an
den festen voriibergehen konnen, so ist zur Bestimmung der Coincidenzstellung
folgende einfache Vorrichtung getroffen. Auf dem festen Rahmen und dem be-
weglichen Schlitten sind ausser den Balken auch etliche Spinnenfiden in der
Weise angeordnet, dass einerseits die Coincidenz der beweglichen Balken mit
den festen Fidden, und andererseits die Coincidenz der beweglichen Fiden
mit den festen Balken und Fidden gemessen werden kann. Es ist klar, dass aus
der Combination dieser beiden Coincidenzen die Schraubenstellung abgeleitet
werden kann, welche einer Deckung eines beweglichen Balkens mit einem festen
entsprechen wiirde. Die hierzu erforderlichen Beobachtungen werden bei Feld-
beleuchtung ausgefiihrt.

A. CLARK’s New Mikrometer for measuring large distances.

A. Crark hat im Jahre 1859 ein Mikrometer construirt, welches relative
Positionsbestimmungen zweier Objecte bis zu Distanzen von einem Grad zu liefern
bestimmt ist. Um dies zu erreichen, sind zwei Oculare (kleine Einzellinsen) vor-
handen, welche soweit auseinander geriickt werden, bis die beiden Sterne nahe
in der Mitte ihres Gesichtsfeldes erscheinen. In die Bildebene wird hierauf ein
Rabhmen eingeschoben, in welchem zwei mit je einem Faden versehene Schlitten
parallel und unabhingig von einander bewegt werden konnen. Nachdem die
Faden durch Drehung des ganzen Mikrometers senkrecht zur Verbindungslinie
der beiden Objecte gestellt sind, wird jeder Faden auf das betreffende Object ein-
gestellt, wobei das Auge in rascher Auteinanderfolge abwechselnd durch das eine
Ocular und durch das andere sieht. Ist die gleichzeitige Bisection gelungen, so wird
der Rahmen entfernt und die Entfernung der beiden Fiden unter einem achro-
matischen Mikroskop durch eine Mikrometerschraube ausgemessen.

Finen dhnlichen Zweck, ndmlich Messung von Winkeln, welche grosser sind
als das Gesichtsfeld eines einzelnen Oculars, verfolgt das

Duplex-Mikrometer von HOWARD GRUBB.

In der Focalebene des Fernrohrs befindet sich eine planparallele Glasplatte
von etwa 2} engl. Zoll im Quadrat, aut welcher 21 feine parallele Linien in
e einem Abstand von je 0°1 Zoll und 2 dazu

senkrechte in 2 Zoll Entfernung mit Dia-
mant gezogen sind. Die dussersten Linien
bilden daher ein vollstindiges Quadrat von
2 Zoll. Lings der einen Seite dieses Qua-
drats und dusserst nahe der Glasplatte ist
ein Mikrometerschlitten verschiebbar, wel-
cher ein System von 11 unter sich und
mit den 21 Glaslinien parallelen Spinnen-
fiden triagt, die je um 1 Zoll von einander
abstehen. Zur Beobachtung der beiden
Objecte triagt die Deckplatte zwei Oculare,
(Fig. 311), die sich parallel und senkrecht
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Duplex-Mikrometer von HOWARD GRUBB.
(A, 811)
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Declinograph. 73

kTOmetersv § zu den Fdden in passenden Nuthen bewegen. In denselben Richtungen kann
g | das Mikrometer als Ganzes mittelst der beiden in der Zeichnung sichtbaren
handem | Schraubenkdpfe verschoben werden. Man kann demnach, je nach der Stellung,
Mligig 8 welche man den Linien durch Drehung des Apparates um die Rohrachse giebt,
unlich is Rectascensions- und Declinationsdifferenzen oder Abstinde messen, und zwar
Balken an o durch Anschluss an das Strichsystem bis zu 2 Zoll, ohne dass die Messschraube
Enzstellung | fiber } Zoll in Anspruch genommen wird., Natiirlich muss das Strichsystem
! dem be. | einer genauen Priifung unterworfen werden, zu welchem Zweck auch noch ein
I indy W drittes, festes Ocular in die Deckplatte eingesetzt ist. Beobachtungen mit diesem
ken iy | Mikrometer sind von PRITCHARD in Oxford gemacht worden und in Band XLVII
e Fiden der »Memoirs of the Royal Astronomical Society« mitgetheilt. Der benutzte
) ags ayg Apparat ist eingehend untersucht worden und die Resultate konnen durchaus als
dgeleiy M befriedigend angesehen werden. Allerdings iiberschreitet das Maximum des

nfestey |  gemessenen Bogens nicht 26 Minuten, und es ist anzunehmen, dass mit zue
bei Fl. | nehmender Entfernung der Bilder von der optischen Achse des Objectivs auch die
Fehler wachsen werden. In jedem Falle konnen die beiden letztgenannten Mikro-

| meter und besonders das erstere nicht den Grad von Leistungsfihigkeit bean-
§  spruchen, welcher dem gewohnlichen Faden- oder Positionsmikrometer innerhalb
s relie |  der Grenzen seiner Anwendbarkeit zukommt; fiir Pricisionsmessungen, welche
wlefm | ausserhalb dieser Grenzen liegen und bis zu Abstinden von 2° ist das auf dem
ien) o Princip der Doppelbilder beruhende Objectiv-Mikrometer (Heliometer) zweifellos
eme pghe | das geeignetste Instrument.
jerauf ein
 Schlitten Declinograph von V. KNORRE.
hdem die Der nach einer Idee von F. TiETJEN und einem Entwurf von V. KNORRE
ngslinie 3 ~ von R. Fukss in Steglitz construirte Declinograph 1) ist ein mit einer besonderen
bject - 8| Registrirvorrichtung fiir Declination versehenes Fadenmikrometer. Der Zweck,
dasene welcher bei der urspriinglichen Herstellung verfolgt wurde, ging dahin, unter
nsowid 8 gleichzeitiger Anwendung eines Chronographen nach Rectascension und Decli-
macho- 8 nation die Oerter zahlreicher Sterne gewisser Himmelsflichen, in welchen z. B.

| ein Planet aufgesucht werden sollte, wenn auch nicht mit dusserster Schirfe, so

osersiid 8 doch mit einer fiir viele Zwecke ausreichenden Genauigkeit und jedenfalls mit
4 weniger Aufwand an Miihe und Zeit als nach bisherigen Methoden zu verzeichnen.
| Dass dieser Zweck gleich von vornherein in vollem Maasse erreicht worden ist,
| dariiber ist nach den vielen tausend von KNORRE an diesem Apparat gemachten

Ghsplate 8 relativen Ortsbestimmungen kein Zweifel iibrig. Nach mehrfachen, auf Grund
Lienm |  der gesammelten Erfahrungen vorgenommenen Verbesserungen hat sich aber weiter

d9du W  das giinstige Resultat ergeben, dass, wenn es sich nicht um eigentliche Mappir-
mit D= 8| ungsarbeiten, sondern um Anschlussbeobachtungen von nur zwei Himmelskorpem,
o Linen 8|  also die Ortsbestimmung eines Planeten oder Kometen handelt, die Genauigkeit
drtvon | der Beobachtungen derjenigen gleich kommt, welche den Messungen an einem
e Quar | Fadenmikrometer der iiblichen Construction im Allgemeinen eigen ist.
patie ist M ——
bar, wel: 1 1) Vergl. W. FOERSTER, Bericht iiber die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner
sich und E Gewerbeausstellung 1879. — V. KNORRE, Ueber ein neues Mikrometer zum Registriren von
Spinnen- Declinationsdifferenzen. Astr. Nachr.,, Bd. 93. — V. KNORRE, Ueber die Genauigkeit der mittelst
cinander 8 des Declinographen beobachteten Declinationen. Astr. Nachr. Bd. 100. — V. KNORRE, Ueber
¢ beiden f!i die Genauigkeit der Zonenbeobachtungen, welche mit Anwendung des sogen. Declinographen
' am Berliner Aequatoreal ausgefiihrt werden. Astr, Nachr, Bd. 114. Ferner V. J. S. der Astr,
Ockur]:g]e]; Gesellschaft, Berlin Jahresberichte 1881, 1882.
e
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